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良品率低下の原因箇所の学習・検出

 設計ルールを守っているのにうまく製造できない箇所がある
 技術者は怪しい箇所はなんとなくわかるが説明は難しい

 『技術者の勘』をＡＩ（人工知能）に学習させて膨大な設計デー
タから問題点を検出したい

設計データ（配線） 製造物（不具合品）

★直接ＡＩで学習

☆特徴

★特徴を抽出して学習

過去の設計製造データ
問題箇所を検出

☆類似

データ生成

★コンピュータ
シミュレーションによる

学習データ強化

追
加 以下の観点からより良い方法を模索・研究中：

 直接ＡＩで学習
 画像認識用ＡＩを応用
 多種パラメータの適切な設定

 特徴を抽出して学習
 高速な汎用ＡＩを応用
 設計の特徴を捉える指標を設定
 特徴設定によっては高精度

 学習データ強化
 類似データを生成
 コンピュータシミュレーションにより学習データ

を強化（増加）

この他、異常値検知、不正アクセス検知についても研究中
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